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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4-12: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité a ’'onde sinusoidale amortie
AVANT-PROPOS

1) La |Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mopdiale ~de norm4glisation
conj i na CEl a
poul hns les
don Normes
inte) sibles au
publi iép a des
conyité iper. Les
org pantnmpent
éga (180),
seld

2) Les mesure
du la CEI
inté|

3) Les ggréées
con la CEI
s'ag bnsable
de IIé

4) Darn oute la
mes cations
nati cations
nati

5) La pas sa
res

6) Tou ion.

7) Audg res ou
ma omités
nati t autre
don es frais
de justice) e | ou de
toufe autre

8) L'at cations
réfd

9) L’af] nt faire
I'ob de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tende pour
responsable-de ne pas‘avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence|

La Ngrme“internationale CEI 61000-4-12 a été établie par le sous-comité 77B: Phénomenes

haute fréquence, du comiié d'études 77 de Ta CET: Compatibilité éleciromagnélique.

Elle a le statut de publication fondamentale en CEM en accord avec le Guide 107 de la CEl,
Compatibilité électromagnétique — Guide pour la rédaction des publications sur la compati-
bilité électromagnétique.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition, parue en 1995 et son

amendement 1

(2000), et constitue une révision technique des caractéristiques et des

performances du matériel d'essai. Elle ne traite que de I'essai d'immunité a I'onde sinusoidale
amortie.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-12: Testing and measurement techniques —
Ring wave immunity test

FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for s izatiop~Conprising
all |national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obje i romote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electfical and & ic figlds. To
this| end and in addition to other activities, IEC publishes International Standard N ifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides e : d_to >ds “IEC
Pullication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a i interested
in fhe subject dealt with may participate in this preparatory work d non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in closely

with the International Organization for Standardization (ISO) in accorda ith ned by
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matt possible, an interpational
congensus of opinion on the relevant subjects since eac ee has representation from all

intefested IEC National Committees.

3) IEC] ational
Corn of IEC
Publi for any
mis

4) In ¢ cations
transparently to the maximum extent possible i i i icati . ivgrgence
bet € t i¢ated in
the

5) IEC] or any
equ

6) All

7) No mployees, servants or agents including individual expdrts and
mef| ational Committees for any personal injury, property damage or
othg ,Owhether direct or indirect, or for costs (including legal fe¢s) and
expge isi he ‘publication,/ use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publi

8) Attgntion i to ative’ references cited in this publication. Use of the referenced publicagions is
indi 7 i i icati

9) Attgntion~i ibility that some of the elements of this IEC Publication may be the supject of
patd i SIEC shal notbe held responsible for identifying any or all such patent rights.

Internptional " Standard |IEC 61000-4-12 has been prepared by subcommittee 77B:[ High
frequgncy phenomena, of IEC technical Committee 77: Electromagnetic compatibility.

It has the status of a basic EMC publication in accordance with IEC Guide 107, Electro-
magnetic compatibility — Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1995 and its
amendment 1 (2000), and constitutes a technical revision of the characteristics and perform-
ance of the test equipment. It only addresses the ring wave immunity test.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
77B/509/FDIS 77B/519/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modjfié

maintgnance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://websto
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publicati

* regonduite;
* supprimée;
* renplacée par une édition révisée, ou

&g&

hte de

ch».dams les
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
77B/509/FDIS 77B/519/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The cpbmmittee has decided that the contents of this publication will remai
the mpintenance result date indicated on the IEC web site under "http;
the ddta related to the specific publication. At this date, the publicatio

nchangegd until
oresiecich" in

* re¢onfirmed;
* withdrawn;
+ replaced by a revised edition, or

@®
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INTRODUCTION

La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

Dgscription de I'environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Partigq 3: Limites

Limites d'émission
Li

mites d'immunité (dans la mesure ou elles ne relé nités de produit)

Partig 4: Techniques d'essai et de mesure

Tdgchniques de mesure

Tdchniques d'essai
Partiq 5: Guide d'installation et d'atténu

Guide d'installation

thhodes et dispositi
Parti

Partig 9: Divers

Chaque partig z ormes
internationale it~e ' es ont
déja été publiée c i d’un
tiret ef complétéd

La présente-parti
procédures d’essai relatives aux ondes sinusoidales amorties.

et les
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INTRODUCTION

IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1

: General

General considerations (introduction, fundamental principles)

Definitions, terminology

Part 2

Dd
Cl
Cd

Part 3

En

Im

Part 4

Megasurement techniques

Te

Part 3: Installation and r

Ing

Part 6

Part 9:

Each
or as
as se
numbsd

This p

Mitigation me@

: Environment

scription of the environment
hssification of the environment

mpatibility levels
: Limits

hission limits

Mmunity limits (in so far as they do not fall under t e product comm

: Testing and measurement te

sting techniques

: Generic stan

ttees)

dards
lished
econd

dures

aft/is an International Standard which gives immunity requirements and test proce

relate

o .
U4 LU TIHTYy WdadvTo.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-12: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité a I'onde sinusoidale amortie

1 Domaine d'application et objet

La pré¢sente partie de ta CET 61000 traite des methodes d'essal des materiefs etectriques et
électrpniques dans leurs conditions d'exploitation et des exigences en/matfié immunité

contrg les oscillations transitoires amorties non répétitives (ondes sinusoi a ies) se
manifq et de
signal

L'obje br une
référe ements éleclriques
et éle i i si que

d'équi

NOTE e’en CEM pour utilisation par
les cor 07, il incombe aux comités de
produit n cette norme d’essai d’'ilpmunité
et, si ¢ i e e sai et les critéres de performance
approp S éts” a~coopérer avec les comités de prdduits a
I’évalug i

La prd

- te

— gammes de niveau
—  matériel d'es
— ingtallation d'essai

— prpcédure d'es

2 R

Les dd e e ment
Pour | atées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non datges, la
dernig cUment de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
CEIl 6 161:

Compatibilité électromagnétique
3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent, ainsi que celles

de la CEl 60050(161).

NOTE Plusieurs des termes et définitions les plus pertinents provenant de la CElI 60050-161 sont présentés parmi
les définitions suivantes.

3.1
salve
suite d'un nombre fini d'impulsions distinctes ou oscillation de durée limitée

[VEI 161-02-07]
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-12: Testing and measurement techniques —
Ring wave immunity test

1 Scope and object

This
and e
transi¢
public

The dbj
refere
intended for residential,
intend

ipbment
ipment

NOTE he IEC.
As alsg ilmmunity
test stg a ) iate test
levels gnd performance criteria. TC 77 and its suk ees a mittees

in the dvaluation of the value of particular immt
The purpose of this standard is to definge:

— test voltage and current waveforms;
— ranges of test levels;
— test equipment;

— test set-up;
— test procedur

2 Nprmative refe

The following\ referepced ments are indispensable for the application of this docyment.
For dated refe the edition cited applies. For undated references, the latest ¢dition
of the|referenc t (including any amendments) applies.

IEC 6D050(161): national Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electro-
magnetic compatibility

3 Terms and definitions

For the purpose of this document, the following terms and definitions, together with those in
IEC 60050-161 apply.

NOTE Several of the most relevant terms and definitions from |IEC 60050-161 are presented among the
definitions below.

3.1
burst
sequence of a limited number of distinct pulses or an oscillation of limited duration

[IEV 161-02-07]
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3.2

étalonnage

ensemble des opérations établissant, en référence a des étalons, la relation qui existe, dans
les conditions spécifiées, entre une indication et un résultat de mesure

NOTE 1 Cette définition est congue dans I'approche « incertitude ».

NOTE 2 La relation entre les indications et les résultats de mesures peut étre donnée, en principe, dans un
diagramme d'étalonnage.

[VEI 311-01-09]

3.3

couplage
interagtion entre circuits avec transfert d'énergie d'un circuit dans un autr

3.4
réseau de couplage
circuif électrique destiné a transférer de I'énergie d'un circuit a u

3.5
réseau de découplage

circuif électrique destiné a empécher la tension d'eg
dispogitifs, équipements ou systémes non soumis a

'EST, de brouiller les

3.6
immuhnité (a une perturbation)
aptituge d'un dispositif, d'un appareil ob.
présence d'une perturbation électromagnétique

[VEI 161-01-20]

ctionner sans dégradatipn en

3.7
acces

interfgce de I'ES@ec |

3.8
temps de monté:
durée| de tre les instants auxquels la valeur instantanée [d'une
impulgion attei . e fois 10 %, puis 90 % de sa hauteur

[VEI 16

omagnétique extérieur

3.9
transitoire-(adjectif e
se dit| dlun-phénomene ou d’une grandeur qui varie entre deux régimes établis consécutifs
dans Ununtervalle de temps relativement court a I'échelle des temps considérée T

[VEI 161-02-01]

3.10

vérification

ensemble des opérations utilisées pour vérifier le systéme de test (ex. le générateur d'essai
et les cables d'interconnexion) et pour démontrer que le systéme de test fonctionne a
I'intérieur des spécifications données a I'Article 6

NOTE 1 Les méthodes utilisées pour la vérification peuvent étre différentes de celles utilisées pour I'étalonnage.

NOTE 2 La procédure de 6.1.2 et 6.2.2 est destinée a constituer un guide assurant le fonctionnement correct du
générateur d'essai et des autres dispositifs constituant l'installation d'essai, de telle sorte que la forme d'onde
prévue soit délivrée a I'EST.

NOTE 3 Pour le besoin de cette norme fondamentale de CEM, cette définition est différente de celle donnée dans
le VEI (311-01-13).
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3.2

calibration

set of operations which establishes, by reference to standards, the relationship which exists
under specified conditions, between an indication and a result of a measurement

NOTE 1 This term is based on the "uncertainty" approach.

NOTE 2 The relationship between the indications and the results of measurement can be expressed, in principle,
by a calibration diagram.

[IEV 311-01-09]

3.3
coupling
interagtion between circuits, transferring energy from one circuit to an

3.4
coupling network
electrical circuit for the purpose of transferring energy from noth

3.5
decoypling network
electrical circuit for the purpose of preventing test\voltages“a
under|test) from affecting other devices, equip t@}s

ithout degradation in the presepce of

o the EUT (equipment
ich are not under test

3.6
immupity (to a disturbance)

the alility of a device, equipment, or system-to pexf
an elgctromagnetic disturbance

[IEV 161-01-20]

3.7
port Q
particular interface0

3.8
rise time
the interval of time hety instants at which the instantaneous value of a pulsge first
reaches /0°Y e and then the 90 % value

[IEV 161-02

ernal electromagnetic environment

3.9
transient (adjective and noun)

pertai'\ing to_or Hocignafing 2 phnnnmnnnn or 2 qnanfify which—varies—betweeh two

consecutive steady states during a time interval short compared with the time-scale of interest
[IEV 161-02-01]

3.10

verification

set of operations which is used to check the test equipment system (e.g. the test generator
and the interconnecting cables) and to demonstrate that the test system is functioning within
the specifications given in Clause 6

NOTE 1 The methods used for verification may be different from those used for calibration.

NOTE 2 The procedure of 6.1.2 and 6.2.2 is meant as a guide to insure the correct operation of the test generator
and other items making up the test set-up, so that the intended waveform is delivered to the EUT.

NOTE 3 For the purpose of this basic EMC standard this definition is different from the definition given in IEV
311-01-13.
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4 Généralités
4.1 Description du phénoméne

L'onde sinusoidale amortie (représentée a la Figure 1) est un phénomeéne typiq

ue de

transitoire oscillatoire survenant dans les cables basse tension suite a des manceuvres de
réseaux électriques et de charges réactives, a des défaillances ou des claquages de circuits

d'alimentation électrique, ou a des coups de foudre. De fait, il s'agit du phénoméne |

e plus

répandu rencontré dans les réseaux d'énergie (HT, MT, BT) ainsi que dans les circuits de

commande et de signal.

Repréﬂsentative d'une large gamme d'environnements électromagnétiques/résidentielscegomme

indus evant
de ce ations
produ a une
fractid varie
entre

Le temps de montée et la durée des impulsions peuven on du
trajet

La pr a des
réflex bropre
impédance ou reliés a des dispositifs ecti d'entrée, etc.). Ces réflgxions
produ 1 vitesse de propagatign. La
prése ité parasite d'éléments tels que les
mote

Le ter as du
circuit temps
de md irs de
I'ordrdg

Des recherches mg qui en
résult 3 I'éguipement dans la plupart des situations réelles ¢st un
transifoi i uence
d'osci

Des o budre,
phéng alisee

1,2/5(
sont influencés par la dérivée de I'impulsion initiale et les mécanismes de couplage impl

rcuits)
iqués,

ce qui denne naissance aux oscillations. Les caractéristiques de I'onde sinusoidale résdltante

dépendemntdes parametres Teactifsdes tircuits deterre, des structures metattiques-traversées

par le courant de foudre, ainsi que de la propagation dans les lignes de transmission a
tension.

basse
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4 G

eneral

4.1 Description of the phenomenon

The ring wave (described in Figure 1) is a typical oscillatory transient, induced in low-voltage
cables due to the switching of electrical networks and reactive loads, faults and insulation
breakdown of power supply circuits or lightning. It is, in fact, the most diffused phenomenon
occurring in power supply (HV, MV, LV) networks, as well as in control and signal lines.

The rmg wave is representatwe of a W|de range of electromagnehc enwronments of

ity of
bulses
der of

bn the

tions,
ected

, whose

(stray

e line
in the

equip

charagterized by sharp front-waves that in the absence of f||ter|ng actions, are i
10 ns|to a fraction of us. The duration of these pulses may range from

The rise time and duration of the parameters are subject to

propapgation media and path.

The propagation of the wave in the lines (power and

due tq the mismatching impedance (the lines are terminated

to prdtection devices, input line filters, etc.).

frequgncy is related to the propagation speed.

capad i ) ) are other condiffoning
factors.

The r

involv

order pf 10 ns), and less

The re

This 1
deterr

Anoth
wavef

(indudti

ing wave
nined to b

Clrcwts subjected to the indirect effects of lig
are mfluenced by the derivative of the primary pulse a

coupli which gives rise to oscillations. The characteristics
resulting’ring C on the reactive parameters of the ground circuits, metal stru
involv thextightning eurrent flow, and the propagation in the low-voltage transm

lines.

wave.
been

ctional
htning
nd the
pf the
ctures
ission
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Légengd
Tq: tem
T: périd
NOTE

D'autr
norma
amort

C'est
phénd

4.2
4.2.1

La fré
phénd
initial
impor
secon

La fré

uir
Pkq
100 % ——
90 % — T
Pks
10 %
- / C
Pky
110 % a
0,
Pky 40 % 453/06

e

ps de montée
de d’oscillation

Seul Pkq est déterminé pour la forme d’onde de couya

Figure 1 — Forme dlonde ¢

es normes CEIl, comme
lisée 1,2/50 s, qui pe

oudre
bidale

on du

ce du
meéne
moins
1 par

nvient

quence de répétition peut étre augmentée afin de réduire la durée de I'essai. Il co

toutef

4.2.2

Angle de phase

- L L L - > L o L e > o L ' i ol L
Ul UC Id Cll0UISIT ©I1T TUTICUOIT Ucos baldblcllbllquﬂb Uuco pIULGbLIUIIb gtrnrsees colTtre |eS
transitoires.

Les défaillances de matériel liées a I'onde sinusoidale amortie sur les sources d'alimentation
électrique peuvent dépendre de I'angle de phase de la tension alternative sinusoidale auquel
le transitoire est appliqué. Quand un dispositif de protection fonctionne pendant un essai a
I'onde sinusoidale amortie, cela peut s'accompagner d'un phénoméne de courant de suite
dépendant de l'angle de phase auquel le transitoire se produit. Le courant de suite est un
courant provenant de la source raccordée et s'écoulant a travers un élément de protection, ou
tout autre point de claquage dans I'EST pendant et aprés le transitoire.
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uink
Pkq
100 %
90 % — T
Pk3
10 % —
/ L
T
Pky
110 % to
0,
Pka 40% 453/06
Key
Ty Rise time
T Okcillation period
NOTE | Only Pk4 is specified for the current wayeform.

Other
which

It is th
to the

4.2
4.2.1

The r
prima
lines,
to 1/m

ient is directly related to the frequency of occurrence
r whenever the primary cause is the load switching in g

shoul

The r¥petition rate

may be increased in order to reduce the duration of the test. Howe
be selected according to the characteristics of the transient protectors involved.

pulse,

brding

of the
ontrol
m 1/s

ver, it

4.2.2

Phase angle

Equipment failures related to ring wave on power supply sources can depend on the phase
angle of the ac mains at which the transient is applied. When a protection element operates
during a ring-wave test, power-follow might occur depending on the phase angle at which the
transient occurs. Power-follow is the current from the connected power source that flows
through a protective element, or from any arc in the EUT both during and following the
transient.
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Dans le cas des semi-conducteurs, le phénoméne peut étre lié au seuil de conduction du
dispositif au moment ou l'onde sinusoidale amortie se produit. Les paramétres de semi-
conducteurs susceptibles d'entrer en lignhe de compte sont les caractéristiques de récupéra-
tion directe et inverse, ainsi que les conditions de tenue au choc diélectrique secondaire.

Les composants les plus exposés a une défaillance liée au déphasage sont les semi-

conducteurs implantés dans les circuits d'entrée de puissance. D'autres composants situés
dans différentes parties de I'EST peuvent aussi présenter de tels modes de défaillance.

5 Niveaux d'essai

Les niveaux d'essai préférentiels pour I'onde sinusoidale amortie appli acces
d'alimentation, de signal et de commande de I'équipement considéré,~g ne bns le
Tablegu 1. Le niveau d'essai est défini comme la tension de la premiere créte 3ximym ou
minimum) dans la forme d'onde d'essai (Pk4 a la Figure 1).
Les njveaux applicables aux acces d'alimentation, de signal e QUM t étre
différgnts. La différence entre, d'une part, les accés de Si X 'autre
part, Ies acces de I'alimentation électrique ne doit pas &
Tableau 1 — Niveaux d'essai é}({ de(si
Niveau Entre lighe'et terre
K
1 0,
2
1
2
N g
8, X peut étre tout'niveay, stpériet, inférieur ou intermédiaire aux autres
/\%ea x. Ce niveau peut\étresindiqué dans la norme de produit.
Il faut L cation
de I'es
Il convien e séletti gs niveaux d'essai a partir du Tableau 1, en fonctioh des
condifiof : d'installation et d'environnement.
Les epsais diimmunite sont appliqués en fonction de ces niveaux d'essai afin de définir un

compfle denu des phénomeénes primaires et des pratiques d'installation qui détermingnt les

niveaﬂA de~performarices correspondant a I'environnement auquel le matériel est destinég,
class

s d'environnement électromaanétiaue
J b

Il convient de choisir les niveaux d'essai en fonction du phénoméne considéré, pour une
implantation ou une installation donnée.

6 Matériel d'essai

6.1 Générateur d'essai

Le sortie du générateur d'essai doit étre a méme de fonctionner en conditions de court-circuit.
Le diagramme d'un générateur d'onde sinusoidale amortie représentatif est présenté en
Figure 2.
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For semiconductors, the phenomenon may be related to the conduction state of the device at
the time the ring wave occurs. Semiconductor parameters that might be involved include
forward and reverse recovery characteristics and secondary breakdown performance.

Devices most likely to fail in a phase-related way are semiconductors involved in the power
input circuitry. Other devices in different areas of the EUT might also exhibit such failure
modes.

5 Testlevels

equipment, are given in Table 1. The test level is defined as the voltgge of\the (firs] peak

The pEferred test levels for the ring wave applicable to power, signal and cantrol ports|of the
(maximum or minimum) in the test waveform (Pk, in Figure 1).

contrql ports shall not differ by more than one level from that used

Table 1 — Test levels for rin

Level Line-to-ground( Li
kv (7 .
1 0,5
2
3 1
4 4
x@ X

a n benany/level; ve, Io or insbetween the other levels.
Thls vel can be glve nthe prod standard.

The a

The t
install

alistic

The in ed with these levels in order to establish a performance level
for thg e equipment is expected to operate, taking into account the
prima « and the installation practices which determine the classes of the
electr i

The selection of the test levels should be done on the basis of the applicability to a|given
location®gp installation.

6 Test equipment

6.1 Test generator

The generator output shall have the capability to operate under short-circuit conditions.
A block diagram of a representative ring wave generator is shown in Figure 2.
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O
IEC.,_1454/06

Légende

U: source haute tension Rj. résistance 30 Q
C,. condensateur d'accumulation d'énergie .

C,: condensateur de filtrage Ly.

R;. résistance de charge
R,. résistance de filtrage

6.1.1 Valeurs des impédances

Deux jaleurs d'impédance ont été sélectionnées p D Q et
30 Q.[Ces valeurs sont i plicables™aux circuits de raccordement courts et

longs,| ceci correspondant i e _relative entre la source d'alimentation et le rgseau

principal de distribution: n_compromis technique, car elles inclugnt le
besoin de tester les accés de issont’normalement interfacés avec des circuits a |basse
impédance, sel i : 5la CEI 60816. De plus, elles couvrent le besoin
de tegter les dis ifi ontre les transitoires, telles les varistances a [oxyde

métallique, les diodg SNifistallées dans I'EST.

6.1.2 : i S performances du générateur d'essai
Il s'agit d'v Snérate de sinusoidale amortie unique présentant les caractéristiques
suivante cesi telles qu'elles sont appliquées a l'accés de I'EST. Lorsqu'elles sont

appliquées 2 Vers éseau de couplage/découplage, les caractéristiques sont comme
spécifiées a la i ce réseau.

La sortie/du générateur doit étre flottante. Cette condition est nécessaire pour l'essgai des
acces-de—commande—etde D;HIIG: de+ESTemrmode—entre :;yllco. FHer'est pas nécessaire

pour les accés d'alimentation et les essais en mode entre ligne et terre des accés de
commande et de signal.

Le générateur doit étre équipé de fagon a empécher I'émission de perturbations importantes
susceptibles d'étre injectées dans le réseau d'alimentation électrique, ou d'influencer les
résultats d'essais.

Caractéristiques:

— temps de montée de la tension
(premiére créte, T4 a la Figure 1): 0,5 ps £ 30 % (a vide);

— temps de montée du courant
(premiére créte, T4 a la Figure 1): <1 ps (en court-circuit);
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R Sy R Rs3 S,
— oo T

U:  hi
Cq: el
Cy: Ail
Rq: cH
Ry: il

6.1.1

Two
Thes¢
the rqg
repreq
interfs
additi
metal

6.1.2

The t

The g
signal

4 O

C 1454/06

gh-voltage source R3: 30 Q resistor
ergy storage capacitor R4: 12 Q resistor
er capacitor L4 oscillating
arging resistor

er resistor

ent a technical

ced with lo 3
bn, they c*@ :
oxide varistors,Z

enerator output shall be floating. This condition is necessary to test EUT contr
portsyin line-to-line mode. It is not necessary for power ports and line-to-ground

30 Q.
ing to
| They
rmaIIy
16. In
hs the

istics,
twork,

bl and
mode

tests

pf\control and signal ports.

The generator shall have provisions to prevent the emission of heavy disturbances that may
be injected in the power supply network, or may influence the test results.

Specifications:
— voltage rise time (T, in Figure 1): 0,5 us + 30 % (open-circuit condition);
— current rise time (T, in Figure 1): <1 ps (short-circuit condition);
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— fréquence d'oscillation (Note 1): 100 kHz + 10 %;
— decroissance (tension seulement, voir Figure 1): 0,4 < Rapport de Pk, a Pky < 1,1

0,4 < Rapport de Pk; a Pk, < 0,8
0,4 < Rapport de Pk, a Pky < 0,8

Pas d'exigences pour les autres crétes.

— fréquence de répétition: 1 a 60 transitoires par minute;

— impédance de sortie, Note 2:

- te

vojr Figure 1)

— copurant de court-circuit (valeur Pk, 333 A + 10 % lorsque
vojr Figure 1) estréglé a 12

- re

d’alimentation:

— pofarité de la premiére demi-période:

NOTE

suivantp la créte initiale. Cette période est représ

NOTE

court-circuit.

La Figure 1 décrit la forme
de colrt-circuit) avec
générateur.

6.1.3

L'obje

foncti

autres

Les

permg nparep les résultats obtenus au moyen de différents générateurs.

Les c

- te

12 Q et 30 Q £20 % (commutable);
nsion a vide (valeur Pky,: de 250 Va4 kV (x 10 %)

le générateut

ation de la phase avec la fréquence

La fréquence d'oscillation est définie

Vérificaég .

on est de fournir un guide permettant de gara
eUr d'essai, des réseaux de couplage/découplage,
ntage d'essai de telle sorte que la forme d'onde prévy

q isti essentielles des générateurs d'essai doivent étre vérifiées

est

a|360°

de la
atériel
D°;

a zéro

rant de

burant
ma du

ntir le
bt des
e soit

pour

ziaractéristiques a vérifier conformément aux parametres de 6.1.2 sont les suivantes|.

mps de montée (tension et courant);

— fréquence d'oscillation;

— décroissance;

— fréquence de répétition;

- te

nsion a vide;

— courant de court-circuit.

Les vérifications doivent étre effectuées au moyen de sondes de tension ou de courant (selon
le cas) et d'oscilloscopes, ou d'autres appareils de mesure équivalents d'une largeur de
bande minimale de 20 MHz. Les caractéristiques de la forme d'onde doivent étre vérifiées a
I'accés EST de caque RCD utilisé pour I'essai d'immunité, ou directement a la sortie du
générateur si aucun RCD n'est utilisé. L'imprécision des mesures permise est de 10 %.
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VO
de

Itage oscillation frequency, Note 1: 100 kHz £ 10 %;
0,4 < Ratio of Pk, to Pk; < 1,1

0,4 < Ratio of Pk; to Pk, < 0,8
0,4 < Ratio of Pk, to Pk; <0,8

caying (Voltage only; see Figure 1)

No requirements for other peaks.

— transients' repetition: 1 to 60 transients per minute;

— output impedance, Note 2: 12 Q and 30 Q + 20 % (switchable);

— open circuit voltage (Pk4 value 250 Vto 4 kV (£ 10 %)

Sge Figure 1)
— shprt-circuit current (Pk4 value 333 A £ 10 % for 12\Q generator setting;
Sge Figure 1) 133 A+ 10 % fo tting;

— phlase relationship with the power frequency: live to
pltage
ith a

— polarity of the first half period:

NOTE Oscillation frequency is defined as the reciprocal of the p pssings

after the initial peak. This period is shown as T in Figure 1

NOTE 2 Output impedance is calculated as open

The waveform of the ring wave (open-circuit veo points

markgd, is given in Figure 1. An example of a ‘sche iven in

Figure 2.

6.1.3 Verification o

The \erification procedure’i le test

generator, coupe iNng o that

the infended waveforpinisndeli

In org most

essenti

The c wing:

— Tis|

— os[i

— defcaying;

repetition frequency;

op
sh

en-circuit voltage;
ort-circuit current.

The verifications shall be carried out with voltage or current probes (as applicable) and with
oscilloscope or other equivalent measurement instrumentation with 20 MHz minimum
bandwidth. The waveform characteristics shall be verified at the EUT port of each CDN used
for the immunity test, or directly at the output of the test generator if no CDN is to be used.
The permissible inaccuracy of the measurements is 10 %.
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6.2 Spécifications du réseau de couplage/découplage

Le réseau de couplage/découplage (RCD) permet a la fois d'appliquer la tension d'essai, soit
en mode entre ligne et terre soit en mode entre lignes, aux accés de signal et de commande
et a l'alimentation de I'EST, et d'éviter que la tension d'essai ne provoque le brouillage des
équipements auxiliaires nécessaires aux essais. Les ondes doivent étre a l'intérieur des
tolérances de 6.1.2 a l'accés EST du RCD. Toutefois, si des dispositifs de couplage non
linéaires tels que des parafoudres a gaz ou des diodes a avalanche sont utilisés, les
caractéristiques de la forme d'onde sinusoidale peuvent étre modifiées de maniére
significative.

Les spécifications communes aux réseaux pour l'alimentation électrique et pour les accés de
signall et de commande sont indiquées ci-aprés. Des spécifications uniques-supplémentaires
sont données en 6.2.1 et 6.2.2.

Le réseau de couplage doit disposer d’'une capacité de couplage geca npédance
retenge pour le générateur d'essai c'est-a-dire 3 pF (au minimum).

Les cppacités de couplage peuvent étre remplacées par d'a ‘ e_disposifffs de

Le régeau de couplage/découplage doit comprendre

Les verifications concernant les spécifications indiquées en 6.K2 doivent étre effectudes au
moyemn d'un oscilloscope, ou d’un app &€ @nt ayant une largeur de pande
minimjale de 20 MHz.

6.2.1 3 sti x accés d'alimentation continu|et
alternatif

Les fgrmes d'onde en sortie du ré ecouplage doivent satisfaire aux mémes

exigemces que celles applica 3Né ai lui-méme et énoncées en 6.1.2.

La chute de tension d inférieure a 10 %, au niveau du connecteyr EST
du rédeau de co

Spécifications:

Quand I'EST est décon e résidu de la tension de choc sur les entrées d'alimentatjon du
réseay de d oit pas excéder 15 % de la tension d'essai appliquée ou delix fois
la valg¢urde la tension assignée du réseau de couplage/découplage, selon celle des
deux qui
— rigidité diéle

couplagesous l'effet d'une onde de 1,2/50 ps: 5 kV;
— infensite de courant admissible: telle que requise pour I'EST;
— nombre de phases: tel que requis pour I'EST.

NOTE Les valeurs minimales des découplages de mode entre ligne et terre et de mode entre lignes peuvent étre
insuffisantes pour protéger les équipements auxiliaires utilisés afin de faciliter la réalisation de I'essai.

6.2.2 Réseau de couplage/découplage destiné aux accés de signal et de commande

Ce réseau présente les mémes spécifications que celles figurant en 6.2.1, a I'exception de la
suivante:

Quand I'EST est déconnecté, le résidu de la tension de choc sur les entrées d'alimentation du
réseau de découplage, ne doit pas excéder 15 % de la tension d'essai appliquée ou deux fois
la valeur de créte de la tension assignée du réseau de couplage/découplage, selon celle des
deux qui est la plus élevée.
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6.2 Coupling/decoupling network specifications

The coupling/decoupling network (CDN) provides both the ability to apply the test voltage in
either line-to-ground or line-to-line mode to the mains, signal and control ports of the EUT
(equipment under test), and prevents test voltage from affecting any auxiliary equipment
needed to perform the test. The waves shall be within the tolerances of 6.1.2 at the EUT port
of the CDN. However, if non-linear coupling devices such as gas arrestors or breakdown
avalanche diodes are used, the characteristics of the ring waveform can be changed
significantly.

The specifications, common to the networks for power supply, as well as for the input/output
ports, @re giver befowAdditiomatumiquespecificationsare giverrim 62 anmd67272;

The qoupling network shall be provided with coupling capability sui ected
impedance of the test generator, i.e. 3 uF (minimum).

The cpupling capacitors may be replaced by other types of coup - estors
or clamping circuits.

The cpupling/decoupling network shall be provided with a dedicated minal.

Verifigation to the specifications of 6.1.2 shs i L an oscilloscope, or

6.2.1 Coupling/decoupling network for 2

The putput waveforms from the pling/desoup
requirements set forth in 6 for the_te tg i

e of the coupling/decoupling network shall be

upply ports

network shall meet the |same

The ajc. mains voltage drop
less than 10 % at fhe specif
Specifications:

The residual surge ne power supply inputs of the decoupling network whén the

EUT ig discon exceed 15 % of the applied test voltage or twice the rated peak
voltage of th i g network, whichever is higher.

— insulation wat
cqupling devices with'the 1,2/50 us wave: 5 kV;

— current.capabili as required for the EUT;

— numberof phases: as required for the EUT.

NOTE Minimum values of line-to-ground and line-to-line mode decoupling may not be sufficient to protect auxiliary
equipment being used to facilitate the test.

6.2.2 Coupling/decoupling network for signal and control ports

The network has the same specifications as given in 6.2.1 with the exception below:

The residual surge voltage on the power supply inputs of the decoupling network when the
EUT is disconnected shall not exceed 15 % of the applied test voltage or twice the rated peak
voltage of the coupling/decoupling network, whichever is higher.
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La valeur minimale de l'atténuation de découplage pouvant étre insuffisante pour protéger les
sources auxiliaires de signal, des dispositifs de protection supplémentaires peuvent étre

nécessaires.

Le réseau peut étre composé d'unités distinctes, afin de permettre I'essai des accées de circuit

simples ou de groupes de circuits (par exemple, plusieurs fils avec un commun).

7 Installation d'essai

L'installation d'essai se compose des matériels suivants:

— cohnexions de mise a la terre, plan de référence;
— matériel en essai (EST);

- géT

— aplpareils de mesure;

nérateur d'essai;

— réseau de couplage et de découplage;
— aplpareils auxiliaires.

Les figures suivantes présentent des exemples d'installati

Figurg 3 — Exemple d'installation d'essai

Figure 4 — Exemple d'installation d'e
référence.

Ence;
an de
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The minimum decoupling attenuation may not be sufficient to protect auxiliary signal sources,

and additional protection devices may be required.

The network may consist of single units in order to give the possibility of testing input/output
ports with single circuits or grouping of circuits (for example, multi-wire with a common).

7 Test set-up

The test set-up includes the following equipment:

— egfthing connections, ground (reference) plane (GRPYJ;
- EUT;

— test generator;

— measurement instrumentation;

— coppling and decoupling network;

— auiiliary instrumentation.

Examples of test set-up are given in the following figurés:

Figurg

Figure
plane

e ground reference pl3

sing the ground refg

ne;
rence
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NOTE

L

terre de protection EST
B alimentation électrique G (
C, Dbornes d'alimentation agcé$gcommunication
C, Dbornes entrée/sortie D anréfére ce
D sources signal/commande 8seau-de
E mise a la terre

Figure 3 — Exemple d'installation

utilisant | ence
EST
Q \> PE
8 \/\
D
D Co | Ci
STETETS
E
QUL
™) SNEHEE
(Q_/Q_/Q_

NOTE Les liaiso

=]
B

Cy

C

D
E

ns de terre sont aussi courtes qu'il est possible pratiquement.
E

IEC__1456/06

terre de protection EST matériel en essai
alimentation électrique G générateur d'essai
bornes d'alimentation L acces communication
> bornes entrée/sortie PR plan de référence
sources signal/commande CDN réseau de couplage/découplage
mise a la terre S support isolant

Figure 4 — Exemple d'installation d'essai pour matériel posé

sur le sol utilisant le plan de référence
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B
D
EUT
G CD?/
STETETS Cy | Ci
= Qlafales 5L
[m] (-O ofofo
=] alalal
E E 1m 1m
S
= %
A
u [/ 1455/06

NOTE | Earth connections should be as short as practically possible

PE: protective earth ipmenhundertest
testgenerafor

B: power supply source
communication port

C1: power supply port

C2: input/output port
D: signal/control source
=5 earth connection

Figure 3 ~ Example of\t

sing(the. g eference plane
Q EUT
N PE
D CDN
G cD C L Cq =8

STEToTS E YR
NARIE S blp

O SNEER alo

O (o_,o_/o_ Q]

7 7 =L cre/

NOTE Earth connections should be as short as practically possible.

IEC 1456/06

PE: protective earth EUT: equipment under test

B: power supply source G: test generator

C1: power supply port L: communication port

C2: input/output port GRP: ground reference plane

D: signal/control source CDN: coupling/decoupling network
E: earth connection S:

insulating support

Figure 4 — Example of test set-up for floor-standing equipment
using the ground reference plane
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71 Essai des accés de puissance

La tension d'essai doit étre appliquée a travers un réseau de couplage/découplage.

D'une maniere générale, I'impédance du générateur d'essai doit étre comme suit:

— 12 Q pour les accés de I'EST raccordés a des circuits de distribution principaux;

— 30 Q pour les acces de I'EST raccordés a des prises.

Les comités de produits peuvent spécifier des essais utilisant suivant le besoin, soit 12 Q, soit
30 Q d'impédance de générateur.

7.2 Essai d'accés d'entrée/sortie

La tepsion d'essai doit étre appliquée via le réseau de couplage/d bserve

7.3

Les e des signaux rapides)
consig age/ découplage pguvent
entrafl g’ ce cas, la tension d'essai
doit é connectés (EST 1 et ERT 2),
selon tre de
12 Q.

La lon

La cgnnexion de ns de

prodult, qui doiv

lateur
pour

Lorsq
avant
empé
- l'a
— lajco ai;

— pa
modifiées:

nt pas

7.4 Comnmexionsdemiseataterre

Lors des essais, les consignes du fabricant de I'EST et de 'appareillage d'essai en matiére de
mise a la terre de sécurité doivent étre respectées.

Lors de la mise en place de la configuration d'essai, le générateur d'essai, le réseau de
couplage/découplage, I'EST et les appareils auxiliaires peuvent étre mis a la terre au moyen
d'un plan de référence existant ou de connexions de mise a la terre appropriées.

7.4.1 Plan de référence

Si I'on utilise un plan de référence, il convient qu'il se présente sous la forme d'une feuille de
métal (cuivre ou aluminium) d'une épaisseur minimale de 0,25 mm. Si I'on utilise d'autres
métaux, il convient que I'épaisseur de la feuille soit d'au moins 0,65 mm.
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7.1 Test of power supply ports

The test voltage shall be applied through the coupling/decoupling network.

In general, the impedance of the test generator shall be as follows:

— EUT ports connected to major feeders shall be tested with 12 Q generator impedance;

— EUT ports connected to outlets shall be tested with 30 Q generator impedance.

Product committees may specify tests using either 12 Q or 30 Q generator impedance as
required.

7.2 |Test of input/output ports

The tgst voltage shall be applied via the coupling/decoupling netwo ork is

suitablle for the operating signal of the EUT ports.
The impedance of the coupling path shall be 12 Q or 30 Q.

7.3 |Test of communication ports

The t=~st of communlcatlon ports of a system fst operating signals involved) with the
appl|c i C e v cause degradation |of the
operati - 3 pplied between the cabinets of
the efui i ? ing to Figure 13. The putput

The m

The s S e i the product specifications, which shd|ll give
informati i

Wheng a bf the
immunity of the s' 8 = ;i i i i r, and
wheng { t with
the fo

7.4 |Earthing connections

In performing the tests, the safety earthing requirements of the manufacturer of the EUT and
of the test equipment shall be observed.

In setting up the test configuration, the earthing of the test generator, of the
coupling/decoupling network, of EUT and auxiliary equipment may be achieved by using an
existing ground reference plane (GRP), or proper earthing connections.

7.41 Ground reference plane

Where a ground reference plane (GRP) is used, it should be a metal sheet (copper or
aluminium) of 0,25 mm minimum thickness. Other metals may be used, but in that case they
should have 0,65 mm minimum thickness.
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Si un plan de référence est utilisé, I'EST et les appareils auxiliaires d'essai doivent étre
placés sur le plan de référence du laboratoire et y étre connectés. Les connexions doivent
étre aussi courtes que possible.

Les dimensions minimales du plan de référence sont de 1 m x 1 m, la dimension réelle
dépendant de la taille de I'EST. La surface du plan de référence doit étre supérieure a celle
occupée par I'EST et les appareils auxiliaires d'au moins 0,1 m sur chaque cété.

Le plan de référence doit étre relié a la terre de sécurité du laboratoire.

7.4.2 c . I iseilat scialisé
Les essais a I'onde sinusoidale amortie peuvent étre effectués sans pl 0 C afé si les
réglementations nationales en matiére de sécurité I'exigent. Leur répé moins
s'en frouver affectée. Cependant, en cas d'essais sans plan d AL i te de
s'assyrer qu'aucun des trajets possibles du courant de choc ne co urs (y
compris des conducteurs de terre de protection) susceptibles d autres
équipée i

A cet|effet, ) § int pour
chacun des trois éléments considérés (générateuy ssai > plage/
découplage et EST). Ce point doit étre I'entrée i 3sepu de
couplage/découplage.

Par ailleurs, le boftier du générateur d'essai doi Si étre.relié & i mais
les barnes de sortie du générateur doivent é e

7.5 |Matériel en essai

Le mptériel en essaj\ doi ictions
d'installation.

La didtance min@% ¢ mple,
les parois d'une cage

Les s iaire ou
par ur

Les c es de
blocage pour

Les cables_utilisés doivent étre ceux fournis ou spécifiés par le fabricant de I'équipement. En
I'absehce”de tels cables, il faut adopter des cables non blindés convenant aux signaux
concernes.

Le réseau de couplage/découplage doit étre inséré dans les circuits a une distance de I'EST
égale a 1 m de céable et relié au plan de référence.

Les circuits de communication (circuits de données) doivent étre reliés a I'EST via les cables
indiqués en référence dans les spécifications ou la norme technique relative a I'application
concernée. lls doivent étre placés a 0,1 m au-dessus du plan de référence sur une longueur
d'au moins 1 m.

Les paragraphes suivants présentent les spécifications distinctes relatives aux équipements
sur table et au sol.
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If the GRP is used, the EUT, auxiliary equipment, and the test equipment shall be placed on
the GRP and connected to it. The connections to the GRP shall be as short as possible.

The minimum size of the GRP is 1 m x 1 m; the final size depends on the dimensions of the
EUT. The GRP shall be projected beyond the EUT and its auxiliary equipment by at least
0,1 m on all sides.

The GRP shall be connected to the safety earth system of the laboratory.

7.4.2 Explicit earthing connections

Ring |[wave tests may be performed without a GRP in order to satj safety
regulgtions. However, repeatability may be effected. When testing is performed ut the
GRP,[it is important to minimize coupling to other conductors (i ) ctive| earth
conductors) and equipment not intended to be part of the test config i

To accomplish this, protective earth (PE) of each unit (
network and EUT) is connected to the PE input terminal of tF

upling
Drk.

It is also necessary that the test generator case s Ut the

generator output terminals shall be floating.

7.5 |Equipment under test

The gquipment under test shall be a
installation specifications.

pment

The minimum distance bet 1 ] e, the
walls pf a shielded room), F

The operating signals for exe r by a
simulator. @

The i connected to auxiliary equipment shall be provided with
decou e 9 erence to that equipment.

The ¢ éd by the equipment manufacturer shall be used or, in their
absen shall be adopted, of the type suitable for the signals involvef.

The doupling/decoupling network shall be inserted in the circuits 1 m from the EU[l and
connected-to.the GRP.

The CJIIIIIIUII;\;G‘[;UII :;IIGO (data :;IIUD) Oha” bU UUIIIIU\JtUd tU aTre EUT by thc uab:cc H;VGII in the
technical specification or standard for this application. They shall be elevated 0,1 m above the

GRP and be at least 1 m in length.

Details for table-top and floor-standing equipment are as follows.
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7.5.1 Matériel de table

L'EST et les cables doivent étre isolés du plan de référence par un support isolant d'une
épaisseur de 0,1 m £ 0,01 m.

La Figure 3 présente un exemple de configuration d'essai de matériel de table.

7.5.2 Matériel posé sur le sol

En cas d'utilisation d'un plan de référence, ce dernier doit étre placé sur un support isolant
d'une épaisseur de 0,1 m £ 0,01 m.

La ligison de I'EST au systéme de mise a la terre doit s'effectuer ormemert aux

spécifications d'installation du fabricant.

Bn de
rre de

Les blaies doivent étre reliées a la terre de protection directe
référence, par une connexion aussi courte que possible bra
I'EST.|Aucune autre connexion n'est autorisée.

La Figure 4 présente un exemple de configuration d'essai de

7.6 |Réseaux de couplage/découplage

Si le néseau de couplage/découplage J€ ernier
doit éfre disposé prés du réseau de couplage/découp & ne ne
dépagsant pas une longueur de 1 m. ux de
couplage/découplage doivent y étre conne parlne connexion aussi courte que posslible.

es de
0,1m

Si un|cable d'alimentation d
longue¢ur de cable doit| étre e
au-depsus du pl 2

« EST alimenté pa

L'EST| doit étre

- ES$T alimenté pa 5 { dans
le|manuehc 1

L'EST| doit étreressayé avec le cable indiqué. Toutefois, si le fabricant indique plusieurs
longugurs,de cable~premoulé, la longueur la plus courte doit étre utilisée pour les essais|

8 Procedure d'essai

La vérification des performances des matériels d'essai doit étre effectuée avant I'essai. Cette
vérification des performances, peut habituellement étre limitée a I'existence de I'onde
sinusoidale amortie en sortie du réseau de couplage/découplage.

La procédure d'essai comprend:

la vérification des conditions de référence du laboratoire;

la vérification préliminaire du bon fonctionnement de I'équipement;

I'exécution de I'essai;

— I'évaluation des résultats d'essai.
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7.5.1

Table-top equipment

The EUT and cables shall be isolated from the GRP, if used, by an insulating support
0,1 m £ 0,01 m in height.

An example of the test set-up for table-top equipment is given in Figure 3.

7.5.2

Floor-standing equipment

Where a GRP is used, floor-standing equipment shall be placed on a 0,1m = 0,01 m
thickness insulating support.

The %E

The e
startin

An ex

7.6

If the
gener
latter
conng

For ar
a mai
be ga
GRP.

- El

It sha
one lg

UT shall be connected to the earthing system according tg
installation specifications.

napufac

st generator itself, th
ork and connected

ling/decoupl

T, the excess length of the cablg
situated at a distance of 0,1 m abo

urer's

ength

e test
o the
all be

sed. |If
shall
ve the

n the

p than

8 T

est procedure

The performance of the test equipment shall be checked prior to the test. This check can
usually be limited to the existence of the ring wave at the output of the coupling/decoupling

netwo

rk.

The test procedure includes:

— the verification of the laboratory reference conditions;

— the preliminary verification of the correct operation of the equipment;

— the execution of the test;

— the evaluation of the test results.
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Sauf spécification contraire dans la norme de produit, un minimum de cinq transitoires positifs
et de cinqg transitoires négatifs doivent étre appliqués a une vitesse maximale de 1/s, en
fonction de I'impédance du générateur et des autres protections aux transitoires intervenant
dans le test.

Les comités de produits doivent définir I'impédance du générateur utilisée pour les différents
acces de I'EST, ainsi que l'intervalle de temps entre chaque transitoire.

Des informations relatives a la vitesse de répétition maximale sont données en 4.2. D'autres
vitesses de répétition ou d'autre limites peuvent étre fournies par la norme ou la spécification
de produit.

8.1

Afin d
réalisé
et 8.1

8.1.

A moi
d’'une
limites
constr

Les €
conde
NOTE

couverf
respon

8.1.

L'environnement
fonctipnnement

8.2

Conditions de référence du laboratoire

1

2

laboratoire doit étre tel qu'il garantis
ne pas influencer les résultats des essais.

L'essai it @ ctué\a partir d'un programme d'essai, comprenant la vérificatioj
perfor] S définies dans la norme du produit, ou a défaut, dans la spécifi

techni

L'EST| doit,Se trouver en conditions normales de fonctionnement.

ue ou
ns les
leurs

e une

omeéne
comité

n des
cation

Le programme d'essai doit indiquer:

la nature de l'essai a effectuer;

le niveau d'essai;

le générateur et I'impédance interne du générateur retenues pour chaque essai;

la polarité de la tension d'essai (les deux polarités sont obligatoires);

le nombre d'applications de la tension d'essai;

la durée de I'essai;

les acces a essayer sur I'EST;

le mode d'application de la tension d'essai (phase-terre, entre phases, entre baies);
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If not otherwise specified in the product standard, a minimum of five positive and five negative
transients shall be applied at a maximum rate of 1/s, depending on the generator impedance,
EUT and other transient protectors involved in the test.

Product committees shall define the impedance of the test generator to be used for the
different EUT ports and the time interval between each transient.

Information on the maximum repetition rate is given in 4.2. Other repetition rates or limits may
be provided by the product standard or product specification.

8.1  Laboratory referenceconditions

In order to minimize the impact of environmental parameters on test res all be
carriefl out in the climatic and electromagnetic reference conditions ( 111 and
8.1.2.

8.1.1 Climatic conditions

hdard,

Unless otherwise specified by the committee responsible fo
i of the operation of

the climatic conditions in the laboratory shall be within a
the EUT and the test equipment by their respective manufactucer

Tests|[shall not be performed if the relati iS g 0 cause condensatjon on
the EUT or the test equipment.

NOTE |Where it is considered that there is sufficient evide dte that the effects of the phengmenon
coveredq by this standard are influenced by d his should be brought to the attention| of the
commitfee responsible for this standard.

8.1.2 Electromagnetic conditi

The glectromagnetic orrect

operation of the

8.2

The t he basis of a test plan, including verification ¢f the
perfor defined in the product standard, or in its absence, by the
techni

The E| i 6érmal operating conditions.

The tgst plan shall specify:

— typeoftestthatwittbecarriedout;

— test level,

— test generator and the internal impedance selected for each test;
— polarity of the test voltage (both polarities are mandatory);

— number of applications of the test voltage;

— duration of the test;

— EUT ports to be tested;

— mode of application of the test voltage (line-to-ground, line-to-line, between cabinets);
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séquence d'application de la tension d'essai sur les accés de I'EST;

— l'angle et la phase de synchronisation pour la tension d'essai du générateur (uniqguement

po

ur I'onde sinusoidale amortie);

— les conditions de fonctionnement représentatives de I'EST;

- le

matériel auxiliaire.

L'alimentation électrique, le signal et les autres grandeurs électriques fonctionnelles doivent
étre appliqués a l'intérieur de leur plage de fonctionnement. Les sources réelles de signaux
qui ne seraient pas disponibles peuvent étre simulées. Les performances du matériel doivent
étre vérifiées préalablement sur l'installation d'essai compléte, avant l'application de la

tensio

n d'essai

La ten
L'EST]
techni

amort

Le niV

en aug

a) Ef

La
pa
un
L'
d'd
Le|
en

sion d'essai doit étre appliquée a I'EST.

ications

e des sorties du générateur dlessai-doi
utre sortie est connectée a tou de

ple de montage d'essai pour lignes d'interconnexion non symét
; couplage par circuit de clampage entre fils de ligne ou entre u
la terre;

Eiaure 12 Exemnle de montaace d'essai nour lianes non hlinddes utilisdes de
9 g o g )

pidale

pivent

arence),

arence).

ornes

iptions,

iphasé);

igues et

erre;

stfiques
erre;

riques
n fil et

fagon

symétrique (lignes de communications); couplage par parafoudres entre fils de ligne et

la terre.

b) Essai entre phases

La tension d'essai doit étre appliquée, a travers le réseau de couplage, entre chacune des

co
La

mbinaisons représentatives des bornes du circuit en essai.

sortie du générateur d'essai doit étre flottante.

Les figures indiquées ci-aprés présentent des exemples d'application de ces prescriptions,

en

fonction de la nature des acces de I'EST:
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sequence of application of the test voltage to the EUT ports;

synchronization angle and phase for testing power supply (only for ring wave);
representative operating conditions of the EUT;

auxiliary equipment.

The power supply, signal and other functional electrical quantities shall be applied within their
rated range. If the actual operating signal sources are not available, they may be simulated.
Preliminary verification of equipment performances shall be carried out on the completed test
set-up before applying the test voltage.

The HUT shall be verified according to the product standard or, ir y the
technical specifications, which will specify the applicability of the ring
Undenl no circumstances shall the test level, the impedance of th etition
rate ekceed the product specification.
a) Lipe-to-ground test
THhe test voltage shall be applied, through the co it and
earth (GRP).
One of the terminals of the test ge . . other
tetminal of the generator shall be €onnecte i nal of
the coupling network in turn.
Examples of the application of the ports
ar¢ given in the following figures:
—| Figure 6 — AC./DGC.
—| Figure 8 — Example of t ); line
L3 to ground coupling;
—| Figure lines;
line-to-lin
- tup for unshielded unsymmetrical interconnection|lines;
d coupling via arrestors;
— test setup for unshielded unsymmetrical interconnection|lines;
and 1ine-to~ground coupling via a clamping circuit;
- Example of test setup for unshielded symmetrical interconnectior lines
(communication tines); lines-to-ground coupling via arrestors.
b) Linesto-line test

The test voltage shall be applied, through the coupling neiwork, beitween each
representative combination of the terminals of the circuit under test.

The output of the test generator shall be floating.

Examples of the application of the prescriptions related to the different types of EUT ports
are given in the following figures:
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Figure 5: Essai d’accés alimentation entre lignes CA/CC, monophasé;

Figure 7: Exemple de montage d'essai a couplage capacitif sur lignes a c.a. (triphasé);
couplage entre la phase L3 et la phase L1;

Figure 9: Exemple de montage d'essai pour lignes d'interconnexion non symétriques et
non blindées; couplage par condensateurs entre fils de ligne ou entre un fil et la terre;

Figure 10: Exemple de montage d'essai pour lignes d'interconnexion non symétriques
et non blindées; couplage par parafoudres entre fils de ligne ou entre un fil et la terre;

Figure 11: Exemple de montage d'essai pour lignes d'interconnexion non symétriques
et non blindées; couplage par circuit de clampage entre fils de ligne ou entre un fil et
la terre.

9 Epvaluation des résultats d’essai

Les ré de la

dégra au de

foncti ccord

entre suit:

a) fo bur de
I'e

b) psg apres
la ction-
ne

c) p€§ $sitant
I’in]

d) pq rie du
matériel ou du logiciel

La spegcification du co dérés

commle non &gn@

Cette ificati c me un guide pour I'élaboration des critéres f'apti-

tude § onsables pour les normes génériques, de produitjou de

famill¢ de pro i adre pour l'accord sur les critéres d'aptitude a la fopction

entre
ou de

10 R

Le ra

eur, par exemple lorsque aucune norme générique, de groduit

pport-d’essai doit contenir toutes les informations nécessaires pour reproduire llessai.

En pa

ticulier, ce qui suit doit étre noté:

— les points spécifiés dans le plan d’essai requis a I’Article 8 de la présente norme;

— lidentification de 'EST et de tous les matériels associés, par exemple marque, type,
numeéro de série;

— lidentification des matériels d’essai, par exemple marque, type, numéro de série;

- to

utes les conditions d’environnement spéciales dans lesquelles I'essai a été réalisé, par

exemple enceinte blindée;

- to

utes les conditions spécifiques nécessaires pour permettre la réalisation de I'essai;

— le niveau de fonctionnement défini par le constructeur, le demandeur de I’essai ou
I'acheteur;

— le critére d'aptitude a la fonction spécifié dans la norme générique, de produit ou de
famille de produits;
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— Figure 5 — AC/DC power supply port, single phase, line-to-line test;

— Figure 7 — Example of test setup for capacitive coupling on a.c. lines (3-phases); line

L3 to line L1 coupling;

— Figure 9 — Example of test setup for unshielded unsymmetrical interconnection lines;
line-to-line and line-to-ground coupling via capacitors;

— Figure 10 — Example of test setup for unshielded unsymmetrical interconnection lines;
line-to-line and line-to-ground coupling via arrestors;

— Figure 11 — Example of test setup for unshielded unsymmetrical interconnection lines;
line-to-line and line-to-ground coupling via a clamping circuit.

9 Epvaluation of test results

The fest results shall be classified in terms of the loss of fu on of

performance of the equipment under test, relative to a perfor by its

manufacturer or the requestor of the test, or agreed betwe d the
purchaser of the product. The recommended classification is ag fol

a) ngrmal performance within limits specified by the manufact er;

b) temporary loss of function or degradation of r the
digturbance ceases, and from which the eq ormal
performance, without operator intervention;

c) temporary loss of function or degrad quires
oplerator intervention;

d) logs of function or degradation of perfermance mage
to [hardware or software, or loss of data

The manufacturer's specification/ma ef%fects on the EUT which may be cons|dered

insignjificant, and therefore

This dlassificationn 8 guide inNformulating performance criteria, by comnjittees

responsible for i - product-family standards, or as a framework fpr the

agreement on perforp en the manufacturer and the purchaser, for example
where no suitable ¢ product-family standard exists.

10 Teest repor

The test all the information necessary to reproduce the test. In partjcular,

the following

— the¢ items-specified in the test plan required in Clause 8 of this standard;

- idIntification of the EUT and any associated equipment, e.g. brand name, produc{ type,

serial number;
— identification of the test equipment, e.g. brand name, product type, serial number;

— any special environmental conditions in which the test was performed, e.g. shielded

enclosure;
— any specific conditions necessary to enable the test to be performed;
— performance level defined by the manufacturer, requestor or purchaser;
— performance criterion specified in the generic, product or product-family standard;
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tous les effets observés sur 'EST pendant ou aprés I'application de la perturbation, et la
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durée pendant laquelle ces effets ont persisté;

la justification de la décision succes/échec (basée sur le critére d'aptitude a la fonction
spécifié dans la norme générique, de produit ou de famille de produits, ou dans 'accord

entre le constructeur et I'acheteur);

toutes les conditions spécifiques d’utilisation, par exemple longueur ou type de céble,
blindage ou raccordement a la terre, ou les conditions de fonctionnement de 'EST, qui

sont requises pour assurer la conformité.
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— any effects on the EUT observed during or after the application of the test disturbance,

and the duration for which these effects persist;

— the rationale for the pass/fail decision (based on the performance criterion specified in the
generic, product or product-family standard, or agreed between the manufacturer and the
purchaser);

— any specific conditions of use, for example cable length or type, shielding or grounding, or
EUT operating conditions, which are required to achieve compliance.
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Figure 6 — AC/DC power supply port, single phase, line-to-ground test
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